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В работе комтексные соединения исследованы рент-
генографическим анализом. На основании рентгенофавого 
анализа определены их индивидуальность и кристалло-
графические константы. 

In the work comlex compounds was studied X-ray analusis 
individuality of them was proved and determined crystallo-
graphic constants. 

Для подтверждения химической индивидуальнос-
ти выделенных соединений нами были проведены 
рен- тгенофазовые исследования методом порошка 
[1-8]. 

Дифрактограммы снимали на приборе БРОН - 3 
на кобальтовом излучении при напряжении 30 кВ и 
анодном токе 10-20мА. Скорость сканирования 
составляла 1 град/мин [1,6]. 

Образец готовили в виде тонкого цилиндрика 
диаметром 0,3-0,5 мм, набивая измельченное в 
порошок исследуемое вещество в тонкостенный 
капилляр из целлулоида, и покрывали тонким слоем 
вазелина. На специальной бумаге (где производили 
записи рент-геновских спектров), называемой 
дифрактограммами (рис. 1-8), указываются отсчеты 
в 20 угла отражения и высота пиков дифракционных 
линий. Расчет меж-плоскостных расстояний 
проводился по таблице Я.Г. Гиллера [5], интенсив-
ность линий (J/J0) оценивали по стобальной системе. 

Экспериментально-вычисленные данные J, J/J0, da 
применены для установления кристаллографических 
индексов (Ь, к, 1), характеризующих ориентацию 
атомных плоскостей относительно координатных 
осей кристаллических ребер элементарной ячейки и 
для" определения параметров элементарной ячейки, 
объема ячейки, числа формульных единиц или числа 
молекул в ячейке, рентгеновской плотности (а,в,с, а, 
р, у, V, 2 и Ррептг) [9]. Результаты вычисленных 
данных приведены в таблице 1. 

На основе рентгенофазового анализа установ-
лено, что кристаллические решетки исследуемых 
соединений относятся к ромбической и тетраго-
нальной сингонии (табл. 1). Из дифрактограмм 
комплексных соединений галогенидов металлов с 
фенилалашшом. тирозином и триптофаном можно 
сделать вывод, что кристаллические решетки 
полученных соединений отличаются по строению от 
исходных компонентов. Для каждого в отдельности 
химического соединения получена специфичная 
дифрактограмма, указываю-щая на наличие собст-
венной кристаллической решетки (рис. 1-8). Также 
можно отметить, что незначи-тельные отличия в 
плотности кристаллов, определен-ные пикноме-
трическим методом, от рассчитанной рентгеновской 
плотности, по-видимому, связаны с наличием 
дефектов кристаллической решетки. 

 
Рис. 1. Дифрактограмма 2С9H11NO2∙СоС12∙2Н2O 
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Рис. 2. Дифрактограмма 2С9H11NO2∙MgBr2∙3Н2O 

 

 
Рис. 3. Дифрактограмма С9H11NO2∙СоBr2∙4Н2O 

 
Рис. 4. Дифрактограмма 2 С9H11NO2∙Сd12 
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Таблица 1 

Параметры кристаллической решетки новых комплексных соединений 

 
Соединение 

 
сингония 

Параметры элементарной 
ячейки, А0 

Объем 
ячейки 

Число 
форм, 
един. 

Расч. плотн. Эксп. 
плотность 

  а Ь с V, см3 Z Ррасч. Рэксп. 

2С9H11NO2∙СоС12∙2Н2O 
 

тетрагональная 10,4547  9,5679 1045,78 2 1,5768 1.4948 

2С9H11NO2∙MgBr2∙3Н2O 
 

ромбическая 10,3944 9,4808 8,5014 837,796 1 1,1259 1,5294 

С9H11NO2∙СоBr2∙4Н2O 
 

ромбическая 10,2702 8,497 11,104 969,046 I 0,78103 1,0309 

2С9H11NO2∙Сd12 
 

ромбическая 10,395 7,263 9,91 748,194 1 1,5455 1,209 

С9H11NO2∙СоС12∙2Н2O 
 

ромбическая  11,33 7,339 5,002 417,168 1 1,38198 1,53936 

2С9H11NO2∙MgBg2∙4Н2O 
 

тетрагональная 10,6473  8,7603 993,116 2 2,0665 1 7079 

2С11H12N2O2∙MgBr2∙3Н2O 
 

ромбическая 18,46 13,87 8,4529 2164,28 3 1,3135 1.31501 

2С11H12N2O2∙СоBr2∙2Н2O 
 

ромбическая 18,54 13,48 8,33 2081,82 3 1,58639 1,72039  

 
Рис. 5. Дифрактограмма С9H11NO3∙СоС12∙2Н2O 

 

 
Рис. 6. Дифрактограмма 2С9H11NO2∙MgBr2∙4Н2O 
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Рис.7. Дифрактограмма 2С11H12N2O2∙MgBr2∙3Н2O 

 

 
 

Рис. 8. Дифрактограмма 2С, Д2К20,-СоВг2-2Н20 
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